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Metrologia avanzada

Dirigido a

Objetivos
e Seleccionar los equipos de metrologia avanzada.
e Configurar y comunicar instrumentos de medida con sistemas informaticos.
e Manejar los equipos con transmisidon de datos.

o (Captar datos para usar plantillas ya realizadas o aplicaciones de control estadistico de procesos (SPC), estudios de R&R o
calibracion.

e Realizar mediciones de rugosidad con el rugosimetro e interpretar Los resultados.
e Realizar mediciones de dureza con el durémetro e interpretar los resultados.
e Realizar mediciones dimensionales y geométricas en MMC (Maquina de medir por coordenadas).

e Obtener una nube de puntos para contrastarlo contra el fichero CAD.

Contenidos

e Introduccién a la metrologia. Conceptos basicos como repetibilidad, reproducibilidad, exactitud, factores ambientales, ...
e Seleccidn de equipos. Concepto de incertidumbre. Verificacion.

e Tecnologias de comunicacion por cable, wirelles y bluetooth.

e Emparejamiento de instrumentos de medida con ordenador o tablet.

e Verificacion de tolerancias dimensionales y geométricas y transmisién de datos al PC/ tablet:
o Pie de rey
° Reloj comparador.
o Columna de alturas.
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e (Captacidon de datos y uso en plantillas ya realizadas o en aplicaciones de SPC, R&R y Plan de calibracion.

e Verificacion de rugosidad (Ra, Rz,..) con el rugosimetro.



e Verificacion de durezas Brinell y Rockwell con el durémetro.

e Verificacion de piezas en MMC en base a un programa realizado anteriormente:
o Seleccién de palpadores.
o Calibracion de sonda.
o Ejecuciéon de programa.
° Analisis de informe dimensional.

e Escaneado 3D obteniendo nubes de puntos para contrastarlo contra CAD con la opcidn color mapping.

Requisitos previos

Para mas informacién o inscripciones

IMH: 943 74 82 66 www.imh.eus

https://www.imh.eus/es/cursos/metrologia/metrologia-avanzada
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